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Влияние отражённых от коллектора электронов на параметры сильноточного электронного пучка.
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Сильноточные релятивистские электронные пучки (РЭП) широко используются для генерации СВЧ-излучения. Для получения приборов с максимальной эффективностью необходимо получить моноэнергетический пучок с малым угловым разбросом и с малым потенциалом, связанным с пространственным зарядом. При осаждении электронов РЭП на коллектор возникает вторичная электронная эмиссия, которая может серьёзно изменить характеристики РЭП (моноэнергетичность, разброс по углам, потенциал в пространстве дрейфа). Данная работа является продолжением исследований этого явления, начатого авторами [1] и [2].

Исследовано влияние отражённых от коллектора электронов на величину тока РЭП (540 кВ, I0= 3.2 кА) и его погонную плотность заряда. Условия эксперимента типичны для установок плазменной релятивистской СВЧ-электроники. Исследования проводились для трех различных материалов коллектора (сталь, графит и вольфрам) и токов РЭП от 0.45I0 до I0 (значение предельного вакуумного тока).

Экспериментально показано, что отраженные электроны могут приводить к 2-х крат​ному увеличению погонной плотности электронов. Обнаружено, что наличие отраженных электронов приводит к значительному уширению функции распределения электронов пучка по энергии. Численное моделирование при помощи кода «КАРАТ» подтвердило результаты эксперимента. Таким образом, появление отражённых электронов в дрейфовом пространст​ве, может приводить к катастрофическому ухудшению качества РЭП.
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